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Analiza chemiczna z zastosowaniem
promieniowania rentgenowskiego

wigzata sie do tej pory z uzyciem ,duzych,
skomplikowanych maszyn ,ktore byty
obstugiwane przez bardzo profesjonalng
obstuge.Powaznym problemem byta
analiza sladow oraz roztworow.

Nowe rozwigzania japonskiej firmy Rigaku
przetamujg ten stereotyp.
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Zasada dziatania

Kat ¢ jest ustawiany w zakresie od 0,05 do 2 stopni a
analizowna gubosc powierzchni wynosi 5 nm
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Zalety TXRF

Zanieczyszczenia na powierzchni
probki stali nierdzewnej
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Probki stali
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Szkto sodowe
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Oznaczanie Sn na powierzchni szkfa




Cienkie warstwy
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Podwdjna warstwa
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Roztwory

Pipetuj i analizuj

Pipeta *Mate objetosci roztworow
10pL-50pL

Suszenie
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Wzorcowanie
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Wykresy wzorcowe dla siarki i zelaza
(poziom ng/g)
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Granica oznaczania (LLD)

dla roztorow
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Granice wykrywalnoSci (LLD)atomow na

powierzchni

- atomy/cm? -

LLD (Fe) = 3x10"atomow/cm?
LLD (Ni) = 1.5x10'2atomoéw/cm?
LLD (Br) = 7x10'atomow/cm?



Porownanie z technikqg ICP(1)
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Porownanie wynikow z technikq ICP(2)
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Slad prochu
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Plytki krzemowe |

16 pozycji podajnika
| Grubos¢ : od 0.5mm do S mm

- | Plytka ceramiczna |



| NANOHUNTER | |

PICOFOX |

Tube

Dual : Air-cooled Mo 50Wmax Air-
cooled Cu 50Wmax

Single : Air-cooled Mo 50Wmax

Angle of the beam

Changeable from -0.05 to 2.00 deg

Fix

Value of angle Indicated No indication

Sample size :g(;(ng )r;?'ns -9 mm up to 100x | 4 ¢ x 5 mm

Sample direction Horizontal, face up Vertical

Sample changer Turret 16 peaces option : 25 peaces

Depth distribution Possible Impossible

Particle/Film type Possible Impossible

Optics Alignment Full automatic Manual with screws

Size 690 x 760 x 650 mm 412 x 590 x 300 mm

Weight 70 kg 37 kg

Power Supply AC100V or AC200V AC100V or AC 200 V
Superior

Sensitivity

Mo excitation
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